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Классификация основных факторов, снижающих надежность искусственных нейронных 

сетей на базе мемристоров 

 

Обеспечение надежности искусственных нейронных сетей на базе мемристоров (ИНСМ) и 

их компонентов предполагает проведение комплекса действий, повышающих показатели 

надежности до заданного уровня и (или) сохраняющих их на заданном уровне. Для решения 

этой задачи необходимо ослабить, устранить факторы, дестабилизирующие работу ИНСМ или 

компенсировать их деструктивное влияние на надежность. 

На основе анализа научно-технических источников в области общей теории надежности[1] 

и надежности информационных систем [2], искусственных нейронных сетей [3], ИНСМ [4], 

теории и практики системной инженерии [5], теории ИНСМ [6], результатов имитационного 

моделирования [7], предложен уточненный (системный) вариант классификации основных 

факторов, снижающих надежность ИНСМ [8]. 

Системная классификация основных факторов, снижающих надежность ИНСМ: 

– надсистемные, системные, подсистемные; 

– объективные и субъективные;  

– физические, информационные, физическо-информационные;  

– тип платформы технической реализации; 

– тип ИНСМ; 

– вид структурно-функциональной декомпозиции; 

– структурно-функциональный уровень исследования; 

– варианты схемотехнических, конструктивных, технологических реализаций; 

– погрешности проектирования, производства, эксплуатации ИНСМ; 

– чувствительность к внутренним и внешним воздействиям; 

– погрешности и ошибки информационного, математического, методологического, 

аппаратного и программного обеспечений; 

– этап и режим функционирования; 

– тип выполняемой функции; 

– аппаратные и программные;  

– цифровые и аналоговые;  

– электрические режимы элементов схемотехнической реализации; 

– низкая стабильность электрофизических параметров мемристивных устройств; 

– высокая скорость деградации свойств мемристивных устройств при функционировании. 

Дополнительная классификация факторов: 

– с вероятностными и детерминированными параметрами; 

– одномерные и многомерные; 

– аддитивные и мультипликативные; 

– статические и динамические; 

– периодические и непериодические; 

– линейные и нелинейные; 

– зависимые и независимые. 

Уточненный (системный) вариант классификации факторов, снижающих надежность 

ИНСМ позволяет более эффективно применять известные и разрабатывать новые методы и 

алгоритмы их устранения, ослабления, подавления и (или) компенсации результатов 

деструктивного влияния на надежность [9].  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-07-01215. 
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